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Resumo:

Neste projeto desenvolvemos um método de medida de indice de refragdo de sélidos onde utilizamos um interferdmetro de Michelson. O
equipamento foi desenvolvido utilizando um interferdmetro existente no Laboratério de Espectroscopia de Materiais do Departamento de Fisica da
UFJF. Como fonte de excitagdo utilizamos um laser de Hélio-nednio o qual foi usado para medir o indice de refragdo de uma amostra de quartzo. O
resultado obtido, n= 1,4 +- 0,1 abrange o valor encontrado na literatura (n=1,4585). A incerteza relativa é de aproximandamente 7,14%, que € um
valor alto para medidas de indice de refragdo. Grande parte do erro calculado se deve ao fato do angulo de rotacéo de uma haste metalica ser obtido
por meio de medidas indiretas, medidos com uma régua com precisdo de 1mm.

No tocante a fotoacUstica apresentaremos o estagio atual da montagem que esta sendo desenvolvida no nosso Laboratério.



